Analisi con Scanning Electron Microscope (SEM)

· Piattelli punterie
L’analisi SEM puramente morfologica, conferma quello che era stato osservato al microscopio ottico e con l’AFM. Come si vede nelle figure 19-26 si ha infatti una netta differenza di rugosità tra il piattello 8 (trattato con Nps)  ed il piattello NoNps (non trattato con Nps).

Nelle figure 19-22 sono riportate le immagini per il piattello 8 con ingrandimento crescente, si nota come la superficie sia notevolmente liscia, a parte alcuni graffi di rettifica, soprattutto nella grana del materiale, nelle figure 23-26 sono invece riportate le immagini (agli stessi ingrandimenti delle precedenti) per il campione NoNps. E’ possibile notare come la superficie abbia una scarsa finitura superficiale con molte imperfezioni nella grana del materiale (la superficie ha una porosità molto accentuata)
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